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GROUPEMENT NATIONAL DE
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE
ET DE MICROANALYSES

En convention de coopération avec la Sociélé Frangaise de Physique

" MEB-Analyse et Technigues complémentaires présentées par les constructeurs "

Aprés une présentation de leur gamme de produits, chaque constructeur détaillera une technique particuliére, complémentaire
de celles que nous utilisons couramment. Ces techniques seront comparées entre elles en présentant leurs avantages et
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inconvénients.
Lundi 2 décembre 2019 (amphi 25)

Accueil des participants

Présentation prochaine opération "Echantillon test" (Jacky RUSTE)
Microscopie a rayons X, tomographie - ZEISS (Nicolas GUENINCHAULT)
Dureté - BUEHLER (Geoffrey CHATELAIN/ Fabrice COSTE CHAREYRE)

Exposition Constructeurs avec pause-café et repas de midi (buffet froid) offerts aux adhérents du
groupement par le GN-MEBA et les constructeurs - dans les Caves Esclangon -

Assemblée Générale

Meétalliseur - SCIENTEC (David FERNANDES)

Microscope digital d'inspection - FRANCE SCIENTIFIQUE (Pierre FORESTIER)
SXES low kV Xray - JEOL (Jean-Claude MENARD)

Platine traction - platine chauffante - NEWTEC (Antoine CANDEIAS)

Pause

TOF-SIMS - TESCAN (David BARRESI)

Raman in-situ dans le MEB - WITEC (Maxime TCHAYA NJANTIO)

Petits accessoires MEB - DELTA MICROSCOPIES (Samia SOUAT)

Orientation dans le MET - ELOISE (Stavros NICOLOPOULOS)

Mardi 3 décembre 2019 (amphi 15)

Nano-indenteur - EDEN INSTRUMENTS (Stéphane AGUY)
XPS - THERMO FISHER (Richard WHITE)

Fluorescence X - SYNERGIE4 (Philippe LASSON)

Sonde atomique - CAMECA (Anna BUI)

Pause

AFM - OXFORD INSTRUMENTS (Julien LOPEZ)
Profilométrie - MILEXIA (Maxime GUERINEAU)

Couches minces - SAMX PLUS (Marc LALANDE)

Déjeuner libre

Cathodoluminescence - GATAN (Daniel MONVILLE)
Glow Discharge avec détection OES ou TOF-MS - HORIBA (Agnes TEMPEZ)
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